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引 言 

 

 

JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量

术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本校

准规范制定的基础性系列规范。 

JJF1189-xxxx《测长仪校准规范》是针对符合阿贝原则和示值误差采用软件

修正的测长仪校准制定的计量技术规范。与 JJF 1189-2008《测长仪校准规范》

相比，除编辑性修改外主要技术变化如下： 

——增加了引言； 

——增加了细分误差的要求与校准方法； 

——增加了 Z（Y）轴示值误差的要求和校准方法； 

——修改了测量重复性的校准方法； 

——修改了“测长仪示值误差测量结果不确定度评定”。 

本规范的历次版本发布情况： 

——JJG 55-1984； 

——JJF 1189-2008。 
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测长仪校准规范 

1  范围 

本规范适用于光学机械式和数显式测长仪的校准。 

2  引用文件 

本规范引用下列文件： 

JJF 1094—2002《测量仪器特性评定》 

使用本校准规范时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。 

3  概述 

测长仪是光学机械或光机电相结合的长度计量仪器，结构型式分为立式测长式、卧式测长

仪、光栅数显测长仪。 

测长仪由基座、测量座和测量轴、尾座、工作台、长度标准器（标尺或光栅等）和读数或

显示装置组成。光学机械式的一般按照阿贝原则设计和制造，数显式的采用光栅为长度标准器

通过软件处理技术复现长度量，测长仪采用覆盖整个量程的、连续刻度的长度标准器。 

测长仪通过直接测量或比较测量的方法测量量块、量具、光面量规、螺纹量规和精密机械

零件的长度尺寸。 

4  计量特性 

4.1  平面测帽和立式测长仪固定式工作台的平面度 

4.2  示值变动性 

4.2.1  使用平面测帽时的示值变动性 

4.2.2  使用球面测帽时的示值变动性 

4.3  示值误差和细分误差 

4.4  测量重复性 

4.5  内测尺寸示值误差 

4.6  Z(Y)轴示值误差 

5  校准条件 

5.1  环境条件 
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环境温度一般控制在(20±2)℃以内，或按照相关技术要求的规定。 

5.2  主要标准器及配套设备（见表 1） 

表 1 主要标准器及配套设备 

校准项目 标准器名称 测量范围 准确度等级 

平面测帽、固定式工作

台平面度 
平面平晶 φ60mm、φ100mm 2 级 

示值变动性 
标准球 

量块 

直径<10mm 

10mm 
—— 

示值误差和细分误差 
量块 

激光干涉仪系统 

(0~1000)mm 

(1~10)m 

2 等或 3 等 

优于 1.1μm/m 

测量重复性 量块 (0~1000)mm 2 等或 3 等 

内侧尺寸示值误差 环规 
φ14mm，φ30mm，

φ50mm 
U≤0.5μm，k=2 

Z(Y)轴示值误差 高度计 (0~50)mm MPE：0.1μm 

6  校准方法 

6.1 校准前准备 

对测微仪工作状态进行功能检查，在确定没有影响其计量特性的因素后再按表 1的校准项

目进行校准。 

校准前，按照仪器使用说明书的规定执行仪器的启动和准备程序。 

立式测长仪与卧式测长仪的校准方法相同，下文中一般不再单独叙述立式测长仪的校准方

法，而是把固定式工作台当作一只测帽来处理。 

6.2  平面测帽、固定式工作台的平面度 

平面测帽、固定式工作台的平面度用平晶以光波干涉法测量（图 1a）。 

 

测量前，平晶必须恒温 1h以上。 
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